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Przedmiotem wynalazku jest sposab zmiany

czulosci w funkcji zasieggu w impulsowym de-
fektoskopie ulitradzwiekowym,
. Zmiany czulcSci defektoskopu reguluje sie
w taki sposdb, by dla zasiegébw mniejszych,
~przy ktorych wykryte wady daja echa o duzych
amplitudach, czulo§é ta byla mata, natomiast
w miare wzrostu zasiggu czulo$§¢ winna ré6wno-
miernie wzrastaé.

W dotychczas znanych urzgdzeniach tego ty-
pu pozadane zmiany czuloSci otrzymule sie
przez przylozenie z zewmetrznego zrodla do od-
biornika defektoskopu impulséw napieciowych
powtarzajacych sie z czestotliwo$cia powtarza-
nia defektoskopu., W tym celu impulsy o ujem-
nej polaryzacji przytozone zostajg do ekranéw
pentod odbiornika, zmniejszajac w ten sposéb
odpowiednio czulo$¢ odbiornika w funkcji za-

*) Wiasciciel patentu oswiadezyl, ze wspol-
tworcami wynalazku sg dr inz Leszek Eﬂlp-
czynski i Jan Satkowski.

siggu, zaleznie od ksztaltu przylozonege napie-
cia. - ‘

Sposob ten jest niedogodny ze wzgledu ma
konieczno$s¢ whbudowania w defektoskcp spe-
cjalnego ukladu wytwarzajacego impulsy ujem-
nego napiecia, co komplikuje i rozbudowuje
konstrukcje defektoskopu, ktéory winien byé
mwozliwie maly i lekki ze wzgiedu na swdj prze-
no$ny charakter. Ponadtc ljczenie ekrandw
lamp odbiornika o wzmocnieniu rzedu 120 dB
jest niebezpieczne ze wzgledu na jego stabilnosé
{ym bardziej, ze celem zachowania pozadanego
ksztaltu impulsu nie mozna stosowaé odpowied-
nich uktadéw filtrujgcych. '

Metoda ta zawodzi zupelnie w odbicrnikach
wykonanych na tranzystorach. ‘

Niedogodnosci - powyzsze usuwa Sposdb we-
dhuz wynalazku polegajacy na tym, Ze do zmia-
ny wzmocnienia odbiornika wykorzystany zo-
staje impuls nadawczy. Impuls ten o amplitu-
dzie réwnej kilkuset woltéw dnprowadzany jest
do zaciskOw wejsciowych odbiornika; Pod
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wplywem tego impulsy poszczegdélne stopnie

odbiornika zostaja pr_zes’te:mwane, tak ze naste- -

puje w nich zjawisko detekcji. Przez odpowied-
nie’ Wlaczenie;"‘ukladu pojemnosci- i oparnosci
oraz odpowiednie zwymiarowanie tych wielko -
%0l uzyskuje sie pozagdany impuls, ekspornen-
cjalnie zanikajacy, ktéry wykorzystuje si¢ na-
stepnie do zmiany punktu pracy lamp wzgled-
nie tranzystorow, z ktéorych zbudowany jest od-
biornik. W ten sposéb uzyskuje sie ,pozadana
zmiane czutosci odbiornika w czasie nastepuja-
cym po chwili startu nadajnika, a wigc w funk-
cji zasiegu.

Zmiany czulo$ci odbiornika w funkcji zasie-
gu mozna wedlug wymnalazku uzyska¢ przez
zmiane napiecia siatkowego sterujacego pierw-
szg lampe odbiornika, a w zalezno$ci od- uktadu
pracy tranzystora przez zmiang napigcia bazy
lub emitera pierwszego tranzystora w odbior-
niku. Uzyskuje to sie¢ przez pojemuosciowo~
-oporowe sprzezenie pierwszego stopnia odbior-
~nixa z nadajnikiem.

" W czasie trwania'impulsu nadawczego pojem-
nosé sprzegajaca laduje sie wskutek zjawiska
detekcji, rozltadowujgc si¢ mastepnie przez pola-
czony z nig opér. Prad rozladowania, plynacy
przez ten c¢pdr, zmienia punkt pracy lampy
wzgiednie tranzystora powodujgc w ten sposéb
zmiane czuloSci odbiornika. Po - rozladowaniu
kondensatora punkt pracy pierwszego stopnia
odbiornika wraca do pierwotnej warto$ci i de-

-fektoskop osigga znéw swa maksymalna czu-
losé. . '

Podobne zmiany punktu pracy a przez to
zmiany czuloSci defektoskopu mozna uzyskac
wedlug wynalazku w pozoslalych stopniach

- odbiornika, jesli sq one sprzezone ze stopniem

poprzediiim za pomoca ukladu pojemmosciowo-
oporowego.

Analogiczne zmiany punktu pracy pod wply-
wem detekeji impulsu nadawczego a pizez to
zmiane czulo$ci defektoskopu mozna uzyskaé
wedlug wynalazku przez zabocznikowarnie po-
jemnos$ciag oporu katodowago lampy odbiornika.
Gdy za$ odbiornik wykonany jest na tranzysto-
rach, to zmiana punktu pracy wystapi wow-
czas, gdy pojemnoscig zabocznikowana zostanie
opornos¢ w obwodzie bazy wzglednie einitera,
zaleznie od zastosowanego ukladu pracy tran-
zystora.
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W odbiornikach wykonanych z pentod wyste-
puja zmiany punktu pracy pod wplywem de-
tekcji impulsu nadawiczego, gdy wediug wyna-
lazku w siatce ekranujacej zalaczymy uktad
pojemnosciowo-oporowy o stalej czasu porow-
nywalnej z czasem trwania impulsu nadawcze-
0. W takim przypadku w czasie trwania im-
pulsu nadawczego powstaje na siatce ekranu-
jacej lampy ujemny skok napiecia, eksponer=-
cjalnie zanikajgcy w czasie, co prowadzi do
zmian czuloéci defektoskopu w funkcji zasiegu.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b zmiany czulosci w funkcji zasiggu
w_defektoskopie ultradzZwiekowym, znamien-
ny tym, ze impuls nadawczy poddany zosta-
je detekcji w lampach lub tranzystorach od-
biornika a napiecie wytworzone wskutek de-
tekcji zmienia w funkcji zasiegu punkiy pra-
¢y lamp lub tranzystoréw odhiornika.
Sposéb zmiany czulosci w funkcji zasiegu
w defektoskopie ultradzwiekowym  wedtug
zastrz. 1, znamienny tym, ze punkt pracy
pierwszego stopnia odbiornika jest zmienia-
ny w funkcji zasiegu przez zaslosowanie
sprzezenia pojemnosciowo-ocporowego mig-
dzy nadajnikiem i pierwszym stopniem od-
biornika, _
3. Sposob zmiany czulosci zasiegu w defekbo-
skopie ultrad?wigkowym wedlug zastrz. 1,
~“znamienny tym,  Ze punkt pracy w jednym
lub wielu stopniach odbiornika jest zmienia-
ny w funkcii zasiegu przez -zastosowanie
sprzezenia pojemnoS$ciowo-oporowego  z®
- stopriami poprzednimi luh -prZez zeboczni-
kowanie pojemnosciami oporéw katodowych
lamp  wzglednie oporéw zastosowanycn w
{ranzystorach w obwodzie hazy lub emitera.’
4. Sposéb zmiany czulosci w funkcji zasiegu
* w defektoskopie ultvadiwickowym  wedlug
zastrz. 1, znamienny tym, -ze napiecie na
ekranie jednej lub wielu lamp odbiornika
jest zmieniane w funkcji zasiegu przez do-
branie stalej czasu .ukltadu pojemnosci i opor-
nosci zalgczonych do ekranu mniejszej niz
dziesieciokrotny czas tfrwania impulsu mna-
dawczego. i
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